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１．概要（Summary） 

B2 規則型 FeRh 合金は温度によって体積変化を伴

った反強磁性-強磁性転移を示すことが古くから知られ

ているが、近年では応用上でも注目されている物質で

ある。MgO 基板上 FeRh 薄膜では面内と面間で格子

定数が異なるが、同転移において面間格子定数が顕

著に増大することが報告されている。我々はこれまで X
線吸収微細構造 （XAFS） 分光を用いて FeRh 薄膜

の温度相転移での局所的な電子・結晶構造変化を捉

えてきたが、今回は面外 X 線回折（XRD）を行い、

XAFS と相補的な情報を得ることを目的とした。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

X線回折装置（リガクRINT TTRⅢ DSC（示差走査熱

量）同時測定） 
【実験方法】 

MgO(001)基板上 FeRh 薄膜 100  nm 厚試料に対し、

窒素雰囲気下で室温から 460 K まで 0.4 K/min で昇温

しDSC測定しながらCu Kα線を用いて面外XRDをθ−2θ

スキャンにより測定した。同試料において磁化測定、

XAFS 測定より 380 K 付近において磁気構造相転移を

示すことを確認している。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
残念ながら今回の実験では FeRh の格子定数の温度

変化相転移を観測することはできなかった。ただ別のピー

クの温度変化から、Fig. 1 のように通常の熱膨張変化が

観測され、わずかな格子定数変化でも装置として十分追

えることを確認することができた。今後相転移変化を観測

するためには試料厚を増やし、FeRh のピーク強度を増

大させる必要があると考えられる。 

 
Fig. 1 XRD peak position. 
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